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В работе [1] для  исследования свойств диэлектриков  в диапазоне 
СВЧ в качестве ш ирокополосных измерительных резонаторов  исполь
зовались  различные волноводные зам едл яю щ ие  системы. В этом с л у 
чае параметры исследуемых диэлектриков  определяются  путем с р ав 
нения результатов  воздействия на резонансные свойства и зм ери тел ь 
ного резонатора  образцов  одинаковой формы и геометрических 
размеров  из исследуемого  (с неизвестными ех и t g o Q и эталонного 
(с известными е9 и t g o 9) диэлектриков,  помещ енных поочередно  на 
оси волноводной зам едл яю щ ей  системы.

Хотя в [1] измерения  проводились  в р еж и м е  непрерывной ге н е 
рации, более  удобно  в этом случае  использовать  визуальные способы. 
Это объясняется  тем, что измерительные резонаторы на основе в о л 
новодных зам ед ляю щ и х  систем являются  многорезонансными систе
мами. А поэтому оп ре де ля т ь  эти резонансы визуально (с помощью 
осциллографа)  б удет  значительно проще,  чем в р еж и м е  непрерывной 
генерации. Д л я  этой цели мы использовали режим ударного  в о з б у ж 
дения,  описанный в [2].

В ыражения  для  определения  потерь  и проницаемости д и э л е к т р и 
ков способом сравнения  через  параметры измерительного  резонатора  
и параметры эталонного диэлектрика  согласно [3] при постоянном 
входном на п р я ж ен и и  на резонаторе  запишутся  как

>g'0‘ =  b  ш ° !і о '  N i t g s "  (1)(Q oIQ b -  1)
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где Q0 — добротность  измерительного  резонатора  без д и э л е к т 

рика,  а
Q jc-  с  исследуемым и Q 9 - с эталонным диэлектриком;

Afpx и Afps -  сдвиг резонансной частоты при внесении в изм ери
тельный резонатор  образцов из исследуемого  и э т а 
лонного диэлетриков,  определяемы й с помощ ью в о л 
номера.

Настройка  на резонанс осущ ествлялась  по максимуму п е р е х о д 
ной характеристики на экране  осциллографа.  Значения  добротности 
измерительного  резонатора  Q0, Qx и Q 9 определялись  согласно [3],
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т. e. использовалось отношение максимальной амплитуды переходной  
характеристики A 0 к амплитуде на произвольном уровне A 3f который 
точно фиксировался  посредством гашения части переходной  х а р а к т е 
ристики при подаче отрицательного  импульса на модулирующ ий 
электрод  осциллографа.  В этом случае  выраж ение  tg ох с учетом того,  
что А/рх>эIfp <& 1, будет  иметь вид:

, - . .  ( l g A l / l g * . - I)
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где коэффициенты /V0, N x и N 3 при 

детектора  равны N 0 =

и
+0 
A 3

N x =

использовании 
А ох 
Азх

(3)

квадратичного
Ap3
Азэ

В данном случае  погрешность  определения  ех составляет  п о р я д 
ка 1 0 % ,  а для  tg Sjr -  порядка  2 0 % .  В частности,  при измерении 
параметров тех  же образцов из парафина и оргстекла,  что и в [1], 
р асхож де ние  для  в с о с т а в л я л о < 9 % ,  а для  (1) менее 1 7 % .
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